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Annotatsiya: Maqolada xalkogenid yupqa pardalarida olib borilgan volt-amper 

tekshirish natijalari keltirilgan. Ularga asosan xalkogenid yupqa pardalarida davriy 

takrorlanuvchi p-n- ketma-ket zanjirlarning bir jinsli emas sohalari 

mavjudligi aniqlangan.  

Kalit so zlar:  

kuzatiladi. Maxsus texnologik 

sharoitida olingan bunday bir jinsli emas xalkogenid yupqa pardalarda AFN-effekt 

kuzatiladi [1]. Bunday bir jinsli emas yupqa pardalardagi volt-

(VAX)larni tashqi maxsus manba yordamida tekshirish natijasida bir jinsli 

emasliklarning (BJE) tuzilishi va tabiatini aniqlash mumkin. Shu maqsadda 

VAX da ikkita uchastka kuzatildi. Dastlab koordinata boshidagi chiziqli soha; bu 

soha maydonning 500 V/sm qiymatlarigacha saqlanib, tekshirilgan xalkogenid 

moddalar yupqa pardalarida kuzatildi. Chiziqli (Om qonuni) holatdan chetga chiqish 
4 V/sm gacha saqlandi. 

VAXda chi

( 1,4)nI U n  

ental VAXning birortasida ham tokning 

Tajribada topilgan VAX 1-  
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nI U  xalkogenid 

moddalarning yupqa pardala -struktura) 

-n- -ket zanjirlarida kuzatiladi. 

Shu bilan birga eksperiment -n-

rekombinatsion-generatsion toklar, silqish toklaridan ustunlik qiladigan p-n-

tizimlar uchun xarakterlidir. Elektron- -

ketlikdan iborat zanjirli tizimlarining nazariyasiga muvofiq VAXdagi dastlabki 

nI U  qismi kuzatiladi. 

Biroq nazariyaga asosan BAXdagi nI U  

chiziqli qism boshlanishi kerak. Tajribada (1-rasm), bu ikkinchi chiziqli VAX 

VAXdagi ikkinchi chiziqlilik p- -n-

 

 

 

1-rasm. Namuna yoritilmagan hol (B=0) uchun tajribada kuzatilgan VAX 
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Demak, real p-n- -strukturalarda p-n- -

n- -n-

d emas. Tajribadan olingan bu xulosalarni fotomagnit 

-

 

yupqa pardalarida yutilish spektrini 

sirtidagi yutilish xarakterini ochib beradi. Xususiy yutilish sohasi va fundamental 

yutilishning kam energiyali tomonidan olingan chekkalarini tekshirish yupqa 

asidagi minimal oraliqni aniqlash 

va nazorat qilish imkoniyatini beradi. Shu sababli fundamental yutilish sohasining 

qalinligi  0,1-

Buning natijasida xalkogenid yupqa pardalaridan tayyorlanadigan GFE va AFN-

elementlarning sifati va samaradorligi ortib, ular asosida tayyorlanadigan 

 

Fotoelementlarning yupqa xalkogenid pardalarini tayyorlash uchun ularga fizik 

parametr va xususiyatlari mos keladigan tagliklar tanlash kerak. Fizikaviy 

tekshirishlarga asoslanib, optronlar uchun tayyorlanadigan GFE va AFN-

uchun eng qulay taglik sifatida televizion (maxsus) slyuda, shisha kristall material 

chidamliligi talabga javob beradi. Ular yordamida sifatli GFE va AFN-elementlar 

yaratish mumkin, chunki bu materiallardan tayyorlangan tagliklarning sirt yuzasi 

arayonlar xalkogenid (AIIBIII 

guruh) yupqa pardalarining sifatini belgilaydi (adgeziya). Chunki, masalan termik 
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haroratini  va molekulyar oqimning uchish tezligini optimallashtirish orqali erishish 

mumkinligini tajribada isbotlandi. Sifatli, mustahkam parda olish uchun taglik sirtini 

tozalash ham muhim. Fotoelementlarda ishlatiladigan pardalar qalinligi 4 010 10 À  

tozalashning effektiv usullari mavjud. Shisha, slyuda va keramika dastlabki tozalash 

uchun ximiyaviy tozalash, qulay, yuqoriroq sifatli tozalash uchun vakuumda 

qizdirish, elektron oqimi va ultratovush usullaridan foydalanish yuqori samara beradi. 

Yupqa pardaga kontakt tanlashga ham talab yuqori kadmiy, ruh 

xalkogenlarining yupqa pardalari uchun vaqtinchalik foydalanishlarda indiy va 

Indiy va kumush kontaktlari maxsus maska orqali termik usul bilan vakuumda kerakli 
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